
184 B O O K  R E V I E W S  

band width of the components of the X-ray pa t t e rn . . . ' .  
However, the author's very personal style and method of 
dealing with the subject of silica is entertaining and certainly 
thought-provoking. 

The text references cover the literature extensively up to 
about 1960. The book is ,,veil produced and minor errors 
are few. It presents a great deal of information about the 
phases of silica which will be of interest to the ceramist, 
inorganic chemist, mineralogist, petrologist and crystallo- 
grapher. 
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Riintgenstrahl-Pulverdiffraktometrie, Mathema- 
tische Theorie. Von A.J.C.WILSON. 139 S., 28 Abb. 
Eindhoven" Philips Technische Bibliothek, 1965. 
Preis: 27,50 DM.  

Die yon A.Weiss stammende deutsche [Jbersetzung der 
Originalausgabe in englischer Sprache ist zweifellos eine 
wiUkommene Bereicherung der Literatur tiber Beugungs- 
methoden (vgl. dazu die Besprechung der englischen Aus- 
gabe, Acta Cryst. 17 (1964), 791. Der dazugeh6rige ex- 
perimentelle Teil, der von W. Parrish vorbereitet wird, soil 
demn~tchst erscheinen.) Das Buch befasst sich mit den geo- 
metrischen und physikalischen Fehlerquellen der Pulver- 
diffraktometers. Zwei Probleme werden dabei in den Vor- 
dergrund geschoben: 
1. Die Ermittlung der genauen Lage einer R6ntgeninter- 

ferenz in Abh~ingigkeit yon den apparativen und pr~i- 
parativen Fehlern. 

2. Die Bestimmung des physikalischen Interferenzprofils 
nach Eliminierung der apparativen Fehler. 

Die Behandlung des ersten Problems zeigt eindringlich, 
welche Grenzen der Absolutbestimmung der Linienlagen 
yon R6ntgeninterferenzen in Pulverdiagrammen gesetzt 
sind; erst eine sehr sorgf~,ltige Oberprtifung aller Fehler 
garantiert nach Berticksichtigung der notwendigen Korrek- 
turen einen richtigen Wert ffir die absolute Linienlage. Kri- 

tische Darstellungen dieser Art sind notwendig, um die 
gelegentlich sehr hohen Genauigkeitsansprtiche von Gitter- 
konstantenbestimmungen richtig beurteilen zu k6nnen. 

Die Bestimmung des Interferenzprofils als Folge der phy- 
sikalischen Eigenschaften des Pr~parats (Spannungen, Teil- 
chengr6sse, Baufehlcr usw.) ist ohne Zwcifel ein wichtiges 
Anliegen der R6ntgentechnik; es ist selbstverst~indlich, dass 
hier in erster Linie das Interferenzprofil selbst und nicht die 
Deutung der geometrischen oder physikalischen GriJnde 
des Profils behandelt wird. 

Neben den oben geschilderten theoretischen Ableitungen 
enth~lt das Buch noch eine ganze Reihe ntitzlicher experi- 
menteller Hinweise, z.B. die gemessene Einwirkung von 
Filtern auf den Linienschwerpunkt des Emissionsprofils yon 
Cu K~-Strahlung oder Tabellen tiber den Wirkungsgrad 
von Z~ihlrohren in Abh~ingigkeit vonder  Wellenl~tnge und 
anderes mehr. 

Im letzten Teil wird kurz auf die Grundlagen der Deutung 
der Interferenz-Profile eingegangen, das Schwergewicht liegt 
dabei beim Teilchengr6sseeffekt, far  den far  verschiedene 
Teilchenformen die anisotrope Einwirkung auf die Inter- 
ferenzprofile mitgeteilt wird. Auf die Ntitzlichkeit der Ver- 
wendung des mittleren Schwankungsquadrats (Varianz) des 
Interferenzprofils wird hingewiesen. Auch auf die Behand- 
lung yon Gitterspannungen und ihren Einfluss auf die Inter- 
ferenzen geht der Autor noch genauer ein, dagegen werden 
alle anderen die Linienbreite beeinflussenden Faktoren (zu 
RechtI) nur sehr kurz diskutiert. 

Das Wilsonsche Buch ist far  denjenigen Fachmann, der 
Pr~izisionsmessungen yon Linienlagen und Linienprofilen 
auf R6ntgenpulveraufnahmen durchftihren will, ein unent- 
behrliches Hilfsmittel. Trotz der Kompliziertheit der Ka- 
merageometrie bleibt der Inhalt in allen Teilen verstfind- 
lich. Die theoretischen Endformeln k6nnen auch ohne voile 
Kenntnis der Ableitungen verwendet werden. Die deutsche 
Ubersetzung ist - von einigen stilistischen, far  die Klar- 
heit des Textes unwesentlichen Unebenheiten abgesehen - 
verst~.ndlich und gut. Der neue Band tier Philips Techni- 
schen Bibliothek kann daher uneingeschr~inkt empfohlen 
werden. 
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